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半導体ナノドットやカーボンナノチューブなどのナノ構造
体は、特定の構造のみを選択的に形成することが困難で
す。その基礎的な物性の解析には、ナノ構造一つ一つの
光学（近接場）的・電気的特性を高い空間分解能で同時
に評価することが不可欠となります。本研究ではそのた
めに必要となる新たな構成の顕微鏡を開発します。

光や電子をプローブとした走査型トンネル顕微鏡(STM),
STM発光顕微鏡(STM-L)、走査型近接場光学顕微鏡
(SNOM)を組み合わせて一つの装置として機能させるこ
とにより、単一原子からナノメーターレベルで同一極微小
領域の特性を高精度に測定することが可能となります。

光と電子によって同一のナノ構造を励起した時の応
答を詳細に解析することにより、これまでの手法では
得られなかった広範なナノ材料物性の探索が可能と
なり、従来の半導体材料を越える新たな機能を創出
する道が拓けます。
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